
 
Рабочая программа дисциплины 
Специальные главы направления

1. Внешние требования

Таблица 1.1

Группа
Компетенции

Индикаторы достижения компетенций

Компетенция ФГОС: ОПК.1 способность самостоятельно осуществлять

научно-исследовательскую деятельность в соответствующей профессиональной

области с использованием современных методов исследования и

информационно-коммуникационных технологий

Компетенция НГТУ: ПК.2.В готовность самостоятельно планировать и осуществлять

экспериментальные исследования в области профессиональной деятельности

Компетенция НГТУ: ПК.2.В готовность самостоятельно планировать и осуществлять

экспериментальные исследования в области профессиональной деятельности

2. Требования НГТУ к планируемым результатам обучения, соотнесенным с

индикаторами достижения компетенций

Таблица 2.1

Результаты обучения

Формы организации

занятий 

Индикаторы достижения компетенций

ОПК.1.з1 методы планирования физического эксперимента, математического

моделирования и обработки его результатов

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.з1 технологии и средства обработки информации и оценки

результатов применительно к решению профессиональных задач

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Лекции; Самостоятельная работа

ПК.2.В.у1 применять современные методы и средства экспериментальных

исследований в области микро- и нанотехнологии

Лекции; Самостоятельная работа

3. Содержание и структура дисциплины

Таблица 3.1

Темы лекций
Активные

формы, час.
Часы

Индикаторы

достижения

компетенций

Из них в

форме практ.

подг., час.

Семестр: 3



Дидактическая единица: основы формирования зонной структуры в полупроводниках

1. формирование зонной структуры Ge/Si 02
ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1
0

2. расчет плотности состояний ВЗ и ЗП Ge, Si, GaAs  02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1

0

Дидактическая единица: Эффекты квантового ограничения в полупроводниковых

наноструктурах

3. Энергетический спектр и плотность состояний

бесконечно глубокой потенциальной ямы
02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1
0

5. Энергетический спектр и плотность состояний для

двумерной пластины
02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1
0

6. Типы полупроводниковых сверхрешеток 02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1

0

7. Энергетический спектр сверхрешеток 02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1

0

Дидактическая единица: Электрофизические и оптические свойства полупрводниковых

наноструктур

4. Оптические свойства сверхрешеток 02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1

,ПК.2.В.У1

0

8. Электропроводность свехрешеток 02
ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1
0

9. Влияние внешних воздействий на свойства

сверхрешеток
02

ОПК.1.З-1.1,

ПК.2.В.З-1.1
0

3.2 Самостоятельная работа обучающегося

№ Виды самостоятельной работы

Индикаторы

достижения

компетенций

Часы на

выполнение

Часы на

консультации

Таблица 3.3

Семестр: 3

1 Подготовка к занятиям

ОПК.1.З-1.1,П

К.2.В.З-1.1,ПК.

2.В.У1

78 10

:  Каменская А. В. Технологические процессы в микроэлектронике : учебно-методическое пособие /

А. В. Каменская, Р. П. Дикарева ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 43 с. : схемы,табл..

- Режим доступа: http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044161

3.3 Технология обучения

Для организации и контроля самостоятельной работы обучающихся, а также проведения
консультаций применяются информационно-коммуникационные технологии (табл. 3.4).

Таблица 3.4

Деятельность Информационно-коммуникационные технологии

Информирование e-mail; Личный типовой  сайт; Портал НГТУ

Консультирование Личный типовой  сайт; Портал НГТУ

Контроль Портал НГТУ; Социальные сети

Размещение учебных
материалов

Портал НГТУ; ЭБС



4. Правила аттестации обучающихся по дисциплине

Для аттестации обучающихся по дисциплине используется балльно-рейтинговая система
(БРС), позволяющая выставлять оценки по традиционной шкале и 15-уровневой ECTS.

Краткая информация о БРС приведена в табл. 4.1.

Оцениваемые виды деятельности обучающихся Максимальный балл

Таблица 4.1

Мин.

балл

Семестр: 3 

4020
Контролирующие материалы  приводятся в "Величко А. А. Методы исследования микроэлектронных и наноэлектронных материалов и структур. Ч. 2 : учебное

пособие / А. А. Величко, Н. И. Филимонова ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2014. - 225, [1] с. : ил.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000208144"

4020
Контролирующие материалы (список вопросов) приводятся в "Каменская А. В. Технологические процессы в микроэлектронике : учебно-методическое пособие

/ А. В. Каменская, Р. П. Дикарева ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 43 с. : схемы,табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044161"

2010
Контролирующие материалы (список вопросов) приводятся в "Каменская А. В. Технологические процессы в микроэлектронике : учебно-методическое пособие

/ А. В. Каменская, Р. П. Дикарева ; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Новосибирск, 2005. - 43 с. : схемы,табл.. - Режим доступа:

http://elibrary.nstu.ru/source?bib_id=vtls000044161"

Коды

компетен

ций
Индикаторы достижения компетенций

Формы

контроля

Таблица 4.2

Зачет

    В таблице 4.2 представлено соответствие форм контроля заявляемым требованиям к
результатам освоения дисциплины.

ОПК.1
ОПК.1 з1. методы планирования физического эксперимента, математического моделирования

и обработки его результатов
+

ПК.2.В
ПК.2.В з1. технологии и средства обработки информации и оценки результатов применительно

к решению профессиональных задач
+

ПК.2.В у1. применять современные методы и средства экспериментальных исследований в

области микро- и нанотехнологии
+

Оценочные средства по дисциплине "Специальные главы направления" входят в состав
фонда оценочных средств по модулю (приложение № 1   к рабочей программе).

5. Литература

Основная литература



Дополнительная литература

6. Методическое и программное обеспечение, информационные технологии

6.1 Методическое обеспечение

6.2 Специализированное программное обеспечение 

6.3 Информационные технологии

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине применяются элементы
дистанционных образовательных технологий, а также синхронного и асинхронного
взаимодействия в электронной информационно-образовательной среды НГТУ.



7. Материально-техническое обеспечение 

Лабораторный стенд

№ Наименование Назначение

1 Аппаратно- программный комплекс Nicolet
6700

Используется для лабораторных
исследований

2 Установка МЛЭ "АНГАРА" Используется для лабораторных
исследований

3 Зондовый микроскоп для проведения
исследований в области нанотехнологий

Используется для лабораторных
исследований

4 Пирометр С-20,3-18...+1250С(1500С) Используется для лабораторных
исследований


